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1． はじめに 

化学プラントなどの長大な保温された配

管の非破壊検査では、非接触状態における

ガイド波試験技術の開発が求められている。

そこで、我々は磁歪式超音波ガイド波と

HTS-SQUID グラジオメータを用いた非接

触ガイド波試験技術に関する研究を行って

いる。本技術は、STPG370 管に残留磁化を

与えて磁歪式ガイド波を発生させ、HTS-

SQUIDを用いてガイド波による逆磁歪信号

を計測する方式である。本研究では、規定サ

イズの厚さ 3.4 mm の STPG370 管にガイド

波を発生可能な残留磁化を与える方法を解

析により検討し、実験により実現可能性を

検討した。 

2． 磁化解析と結果 

 電磁界解析ソフト JMAG を用いて

STPG370管の磁化解析を行った。これまでの

研究から、C 字型電磁石の形状と励磁磁場

強度および磁化方法により、残留磁化強度

が変化することがわかっている[1]。解析モ

デルを Fig.1 に示す。SIC2 パーメンダー鉄

心入りの C 字型電磁石を厚さ 3.4 mm の

STPG370 配管の両側に 2 個設置した。直流

電流を 6 秒間流し、その間管を 3 回転させ

過渡磁場解析を行った。上記の条件で C 字

型電磁石の開口度を 20°、30°、40°、印

加電流を 9～13 A まで変化させた場合につ

いて解析を行い、管内部の平均残留磁束密

度を調べた。解析結果を Fig.2 にまとめた。

C 字型電磁石の開口度 20°、印加電流 12 A

のとき、残留磁束密度が最も大きくなった。

この結果を元に、今後 SQUID を用いてガイ

ド波計測を行う予定である。 

 

Fig.1 Analysis model with aperture of 20°

 

Fig.2 Averaged residual field in pipe vs. DC 

current to electromagnets 
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